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Вопрос об измерении высоких напряжений особенно важен для физики рентге-
новских лучей, ибо для многих работ, относящихся к ней, чрезвычайно важно уметь
измерить напряжение, приложенное к трубке, с бэльшой точностью. К сожалению,
этот вопрос экспериментально был разработан весьма слабо, и только в самое последнее
время он был, можно с уверенностью сказать, окончательно решен. В настоящей
заметке дается краткий обзор тех работ, которые способствовали разрешению этого
вопроса.

Как известно, измерение напряжений спектрографически сводится к опреде-
лению пограничной длины волны „белого1· излучения рентгеновской трубьи. Что же
касается напряжения, приложенного к трубке и вызывающего рентгеновское излу-
чение, то его можно вычислить по формуле Э й н ш т е й н а , которая гласит·

V= 12Л
''nun

Здесь F — напряжение на трубке в киловольтах и lmin — пограничная длина
волны в единицах Ангстрема.

Исследования Д ю о н а и Х е н т а [*], Х ё л л е я и Р а и с а [2], М ю л л е р а [3],
В а г н е р а | ' ] , В е б с т е р а [5j и др. показачи, что лот закон стедует отнести
к числу исключительно точных законов. Но методика этих измерений настолько
сложна и громоздка, что практически этот метод не находил себе применений. Важно
было, имея технический спектрограф типа З е е м а н а или Ф р и ц а , Μ а р χ а и
Ш т а у н и г а пол)чить возможность с большой точностью измерить пограничн>ю
длину волны \min, т.-е. напряжение V.

В литературе мы встречаемся с весьма ожесточенной по.темг кой, которую вели
К ю с т н е р и З е с м а н , и которая была посвящена обсуж |,ению возможностей быстрого
и точного из\ ерения lmin. К ю с τ н е ρ [6], на основании своих исследований с спектро-
графом З е е м а н а , утьерждал, что даже определяя 1та с помощью микрофотометра
К о х а , нет возможности измерить \тп с точностью, которая могла бы удовлетворить
даже не вполне требовательного дкепериментатора. Именно оказалось, что колебания
микрофотометрически измеренных 1,щп достигали 20°/0. З е е м а н ['] привел целый ряд
возражений К ю с т н е р у , но бтагодаря. отсутствию опытного материала его возра-
жения не имели большого значения.

Только в последнее время Г л о к к е р и К а у п п [8] произвели целый ряд
исключительно тщательных измерений, которыми, можно считать, полемика заканчи-
вается. Для того, чтобы исключить возможность колебаний напряжения, авторы выше-
упомянутой работы, питали трубку от конденсаторной установки типа „Стабиливольт11,
первичную цепь которой питали тоьом от аккумуляторной баттареи, преобразованным
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предварительно в переменный ток. Спектрограммы получались с помощью спектро-
графа З и м а н а Микрофотометр Г а р т м а н а давал возможность измерить lwin.
Отсчет расстояний велся от линии К}\\\ Снимки спектров получались при разных
сортах фотопластинок с усиливающим экраном и без него. Последнее особенно важно,
ибо до сих пор высказывались предположения, что усиливающий :шран искажает
результаты. При этом брались самые различные экспозиции. 15 нижеследующей
таблице приведены результаты измерений Г л о к к е р а а К а у π π а:

Т а б л и ц а.

Экспозиция
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14

5
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с
,,

„

Напряжение Г

в киловольтах

183,7

184,4

182,6

181,9

181,2

184,4

183,7

184,4

183,0

Из этой таблицы видно, что колебания измеряемых величин чрезвычайно малы —
они нз превышают ± 1°/0. Далее исключительно важный вывод ото — тот, что усили-
вающий вкран и время экспозиции никакого влияния на результаты не оказывают.
При различных сортах пластинок ползчались всегда одинаковые результаты.

Весьма любопытно то обстоятельство, что авторы этой работы пробовали изме-
рять lmjn с помощью микроскопа и обыкновенного масштаба на-глаз. Б первом случае
брался обыкновенный микроскоп с 20-кратным увеличением. Оказалось, что и в этом
случае имеется возможность измерьть V с точностью до ± 2»/0. Опять-таки время
экспозиции не играет никакой роли. Во втором случае (масштаб) ими была дости-
гнута тоже очень большая точность измерений; именно до ± 4 % ·

Все это, несомненно, имеет очень большое значение для техники высоких
напряжений, ибо здесь мы имеем очень простой и в то же время очень точный метод
измерения напряжений.
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